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Funkcni vzorek

Pripravky pro analyzu vlivu radiacni davky na vybrané parametry

elektronickych soucastek
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Evropské strukturalni a investi¢ni fondy
Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani MINISTERSTVO SKOLSTVI,

V souladu s platnou metodikou Uradu viady CR je

uplatiiovan funkéni vzorek.

Funké&ni vzorek vznikl v pfimé souvislosti s feSenim
projektu SGS-2021-005: Vyzkum, VyVOj
a implementace modernich elektronickych

a informacnich systému.

Ugel zarizeni: Pfipravky pro testovani bé&znych
komeréné dostupnych elektronickych souéastek byly
navrzeny a sestavy za u€elem zkoumani vlivu
radiacni davky (az 300 Gy) na vybrané parametry
soucastek pouzivanych v oblasti nuklearni
instrumentace. Tfi vyobrazena blokova schémata
vhorni  ¢&asti  reprezentuji obvody zvolené
pro testovani a taktéz naznacuji strukturu
experimentu — tfi souc¢astky jsou vzdy ozarené a jejich
parametry jsou posléze porovnavany s jednim
neozafenym  (referenénim) vzorkem. Blokova

schémata koresponduji s DPS ve spodni ¢asti.

Testovaci procedura: Zvolené typy soucastek jsou
vzdy v mnozstvi tfech kusd umistény na tercik, ktery
je nasledné vlozen do &asticového svazku daného
urychlovace (typicky cyklotron) a vystaven definované
radiacni davce. Poté jsou ozafené soucastky
spolecné s neozarenym referencénim kusem zapajeny
na DPS. Pro méfeni daného parametru je vzdy
sestaven odpovidajici experiment vyuzivajici vhodné
laboratorni vybaveni (multimetr, osciloskop, zdroj,

uméla zatéz, milivoltmetr, pikoampérmetr apod.).

Typy testovanych obvodd: Pro testovani byly
vybrany LDO regulatory (MAX8556, MAX38903),
napétové reference (MAX8515), teplotni cidla
(MCP9903T), komparatory (LT17191S8), operaéni
zesilovace (OPAB57N/250, OPAB56N/250,
TLV2462), diody (1N914BWT, BAT54S, SK34AR3G,
KDZVTR4.7B) a tranzistory (IRLML6346,
NSVF6003SB6, BC857BLT).
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